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L.WAL I ? , H . JASKÓLSKA , A.TUROS: Niektóre możliwoSci wykorzystania techniki jądrowej w przemyśle 
elektronicznym 

W artykule omówiono możliwości zastosowania techniki jądrowej do badonia materiałów 
o wysokim stopniu czystości oraz do badania technologii specjalnych stosowanych w przemyśle elektronicznym. 
Szczególną uwagę zwrócono na neutronową analizę aktywacyjną, mikroanalizę jądrową warstw powierzchnio-
wych, autoradiografię oraz metodę atomów znakowanych. Wskazano na najbardziej efektywne kierunki zasto-
sowania metod techniki jądrowej między innymi w takich procesach jak: oczyszczanie materiałów do czystości 
półprzewodnikowej, domieszkowanie materiałów na drodze metalurgicznej, dyfuzji i implontocji oraz w bada-
niach: wpływu przygotowania materiału na stopień czystości ich powierzchni, reakcji metal - półprzewodnik, 
warstw dielektrycznych i innych. Podono zalety oraż wady omawianych metod oraz ich czułość. Praca 
ilustrowana jest szeregiem przykładów wykonanych badań. 

A . TACZANOWSK I» Wytrzymołość obudów elementów elektronicznych na narażenia klimatyczne 

W artykule omówiono wynik! badań wytrzymałości obudów D IL -TOl ló oraz obudów plastykowych 48-wypro-
wadzeniowych na wpływy środowiska. 
Próby prowadzono w suchym gorącu, gorącej wilgoci stałej i cyklicznej oraz w słonej mgle. 
Badano też odporność na cykle temperaturowe ! szoki termiczne. 

M . B O N I E C K I : Zastosowanie komparatora termicznego do badania przewodnictwa cieplnego podłożowych 
płytek ceramicznych 

W artykule omówiono pomiary przewodnictwa cieplnego płytek ceramicznych za pomocą komparatora 
Powella opartego no zasadzie działania termopary różnicowej. 
Podkreślono szybkość i prostotę tej metody pomiaru co ma duże znaczenie przy masowej produkcji płytek. 

W . SOKOŁOWSKA: Spektrografie zna analiza tlenku glinu do produkcji ceramiki wysokoolundowe j 

Opracowano bezpośrednią spektrograficzną metodę równoczesnego oznaczania zowortości S D 2 , F e 2 0 3 , C a 0 , 
T i 0 2 , N a 2 0 i MgOw alundum stanowiącym surowiec wyjściowy do produkcji ceramiki wysokoalundowej. 
Zakres stężeń oznaczonych pierwiastków 10" ' t 
Średni błąd oznaczania 4 t 8 % . 

Po wykonaniu dodatkowych wzorców metodę możno przystosować do oznaczania niższych stężeń badanych 
pierwiastków. 

J . N O W A C K I , J KALBARCZYK: Formy do niskociśnieniowego prasowania przetłocznego 

W artykule omówiono rodzaje form stosowanych w procesie hermetyzacji elementów półprzewodnikowych metodą 
niskociśnieniowego prasowania przetłocznego. Podano wskazówki dotyczące konstruowania takich form. 

Z .GOŁAJEWSK I : Lutowia szklane stosowane w elektronice 

W artykule omówiono przeglądowo różnego rodzaju lutowia szklane, amorficzne i krystalizujące pod kątem 
zastosowania ich do wytwarzania obudów ceramiczno-metalowych i szklono-metalowych dla mikroelektroniki 
oraz urządzeń elektronicznych. Podano szereg składów i własności oraz omówiono technologię ich wytwa-
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jl.BAJIlitllB, M.HCKyJIŁCKA, A.TyPOC: HenoTopue s o s u o z h o c t h nprnieReuiifl RAepuoË lexuHKH s sjieKipouMott 
npOMUIIlJieiHOCTM 

B p a ö o i e o ó c y i a a i o T C H b o s m o m o o t b npioieHeHHH i i e i o f l O B a a e p a o B TexHHKH n p « H c c f l e a o B a H H J u c 
H a i e p H a j i o s BucoKott qncTOTu, a laKxe npn HccjieaosaHHflx c n e m i a j i L H u x TexsonoFHlt, npmieHHeHux 
B 3JieKipOHHOlt npOHUuJieUHOCTI. 
OcoCoe B H o i a H H e o C p a q e H O u a H e t t i p o H u u i l a K i u s a m i o u B u e a H a j i a s , i u e p H u a u H K p o a H a n a s n o s e p x H O C T B u x 
caëB, aB?opa4Horp8u iHD, a T a x i e u e T O S M e q e a u x a i O M O B . 
B CTSTte yKaaaiiu 3$$eKTHBnue HanpaajteaiiH npHueHenuH neioflOB wepuo« lexHiKH b l a K i x npoueccax 
Kax: oqncTKa uaieDHajioB no nosynpoBOSHBKOBOlt <ihctotu, jieriiDOBaHae uaieoHaJioB weiajuiyprHqecKEii 
nyiëM, aHfrtysHett u imnnaHTauHea a l a m e n p a H o c a e s o B a H i i a x b j u w h i w n p a r o i O B J i e H i i H M a T e p a a j i a Ha 
CTeneKB i h c t o t u ero noBepxHocTN,peaKiiHii ueTajui-nojiynpoBO^HHK, ^HSJieKipHqecKux caoëB • 4 p y r i x . 
npiBeaeHi ;i0CT0EHCTBa u HesocTaiKH oocyxAaeHux u e i o w B , a laicze peaynBiaTu nposeaëHBiuc 
HCCJieSOBlBltt. 

A.TAHAHOBCKH: CtoOkoctb K o p n y c o B a i i e K i p o B i i u x sjieueaTOB aa KJiHuaTiqecKie B o s A o t t c i B i u . 

B p a ö o t e o O o n g e n u p e s y j i B i a T U M c c J i e ^ O B a a i t t c i o t t K o c i a l u i a c T u a c c o B u x K o p n y c o B c 4 8 - B u B o s a u v 
II K o p n y c o B D L T - T O 1 1 6 , a a BaHf lHMe O K p y x a u i e t t c p e s u . 
Hcmi iawu KopnycoB npoBeaeau b oyxoii ropHieM Boaayxe, b ropaieM Bnamaou Boaayxe o luuuiHiecKiMH 
HsueieHHiHH u B cojiëBott u n e . 
H c c j i e a o B i a o l a j c i e c t o B k o c t b K o p n y c o B a a u a K a a ^ e c K a e « a n e a e a H H T e i u i e p a i y p u u T e p n a s e c K a e m o K ï . 

M.EOHEIIKI: npiueaeaae TepiiH<iecKoro KounapaTopa Aia Hsuepeaaa TennonpoBOsaocTi KepauaqecKix 
n o M o x e a 

B CTaiBa onacaa uaTOA asuepeaaa lenjionpoBOAaocia KapauaqecKHx noAJioseK npa noHoma Kounapaiopa 
noBeJWH, asvepeaae Ko ioporo ocaoBaao Ha npaai^ne aeaoTBHH au^epeauaanŁHoro lepHoajieMeaTa. 
B c i a i i e noaiepKHyia npocToia h c k o p o c t ł aaiiepeHHH, nuemañ saiaoe aaaqeaae npa cepaíaoii 
npoK3B04eTBe KepauaqecKHX no^jioxea. 

B.C0K0JI03CKA: CneKTporpa(j)a<iecKatt aaajias oaaca ajiaiaaaa npa npoasBOACTBe BucoKoaJiyB^lOBOti 
KepaMHKB 
PaapaÖOTiH oneKiporpa^auecKafl ueioa ĤJia OÄflOBpeueaaoro onpeaeneaaa coaepiaaaaSiOo.Fe-O .CaO.TiOj 
KapO,Mg3 B ajiyHAe KOToputt HBJineTCH acxo^Huii cupBëw aJia npoasBoaciBa BucoKoaJiraAOBOtl u ë ^ B K a . 

iiaiiiTiiijuH Koaueaipaitaa onpeaeofleuux ajieMeaiOB aaxojiiTCH b rpaaauax ICT-'^ 4 
CpeaHHH norpeœaooTB onpeaejieaafl cocTaBaneT ł ł 8%. 
npewaraeuutt ueios uozei (5iiti> npaueaea Ąjia onpeaeneBaa ueaBiiax KoaueaTpaiiaA accnaayeuux 
aneiieaTOJ, npa ycnoBBB HsroTOBaeaas aonoaaBiesBaux aTaaoaoB. 

H.HOBAIIKI, fl.KOJIBEAFIilK: $opiu AJia JUTŁesoro npeccosaaaa BOA aasKau saBJieaaeu 

B ciaTBe paccHOTpeau buau $opii npaueafleMux npa repueTasauaa noaynpoBOAHaxoBux aaeueaTOB 
ueTOAou laTBeBoro npeccoBaaaa no4 aasKHH ^laBJieaaeH. 
B ciaTBe aaau peKoueaaauaa OTHOciienBao KoacTpyHpoBaaaa yKasaaux $opM. 

S.rOJIAEBCiOI: CieKJiflHHue npanoa npaueafleuue b sJieKipoaaxe 
B ciaiBe npaseAëa oSsop paa ia iaux npinoes - cieKJiHHHUx, auop^aux a apacTaJiaaaiQioBBux - c Toqaa 
speuui nwueaeaafl ax b npoasBOSCTBe KepaMBKO-ueianjiHiecKBX a CTeKJiflaao-HeiajuiBiiecKBx aopnycoB 
M E iiaKpisjieKipoaaKa a sjieHipoaaHx npaoopoB. 
UpHBesea pim npmiepoB oociaBOB npanoea i ax CBoacTB a paccwoTpeaa TexHOJioraa ax nojiyneaaH. 
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L.WALIS , W . JASKOLSKA , A.TUROS: Some possibilÍMes of nuclear technique applications in electronic 
industry 

The article deals with the possibilities of nuclear technique methods applications to the investigations of high 
purity materials and of special technologies used in the electronic industry. 
Special attention was paid to neutron activation analysis, nuclear microanalysis of thin surface layers, 
outoradiography and labelled atoms method. 
The most effective directions of nuclear technique methods applications were indicated, among others in l+ie 
processes such as: purification of the materials to semiconductor grade, doping of the materials by metallurgy, 
diffusion and implantation and also in the investigations of the influence of materials preparation on the purity 
grade of their surface, of the metal-semiconductor reaction, of the dielectric layers and others. 
The advantages and disadvantages of the discussed methods and their sensitivity are given. 

The paper is illustrated with some examples of investigations. 

A . T A C Z A N O W S K I : Strength of the packages of electronic elements for climatic expositions 

Results of the strength tests of D IL-TOl 16 packages and of plastic 48-leads packages for environment influenc-
es are discussed. The tests were carried out in dry heat, damp heat steady-state and damp heat cyclic, as 
well as in salt mist. 
Strength for temperature cycles and thermal shocks were also tested. 

M .BON I ECK I : Thermal comparator application for the investigation of thermal conductivity in ceramic substrates 

The measurements of thermal conductivity of ceramic plates by means of Powell's comparator, based on the 
principle of differential thermocouple operation, ore discussed. 
Quickness and simplicity of this measuring method, which are of value in moss production of the plates, are 
emphasized. 

W . SOKOŁOWSKA: Spectrographic analysis of oluminium oxide for production of high alumina content ceramics 

A direct spectrograph ic method has been found of simultaneous determination of S i 02 ,Fe02 , CcO , T i 02 N a 2 0 , 
and MgOcontent in alumina being an output row material for production of high alumina content ceramics. 
Concentration range of determined elements is 10-1 i 10-3%. 
Average determination en-or is 4 - 8 % . 
After making some additional standards, the method may be adapted for determinotion of lower concentrations 
of investigated elements. 

J . N O W A C K I , J .KALBARCZYK: Moulds for low pressure transfer moulding 

The moulds used in the encapsulation process of semiconductor elements by means of low pressure transfer 
moulding are described. 

Some indications on designing these moulds are given. 

Z .GOLAJEWSK I : Glass solders used in electronics 

Review article. Various glass, amorphous and crystallizing solders are presented, considering their application 
to production of metal-ceramic arKi gloss-metal packages for microelectronics and electronic devices. A series 
of compositions and properties is given and a technology of making these solders is discussed. 
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4 Moterrał przygotowany przez Z leceniodawcę 

W P M " W E M A " Worszowo 1974. N a k ł a d 500+60 egz. A rk .wyd. 4 , 17 
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